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Экспериментально исследованы спектры дифрагированного рентгеновского излучения в 
монокристалле кварца 
(1011)
 в геометрии Лауэ под воздействием температурного градиента спектрометром 
БДЕР-КИ-11К.  с разрешением 300 эВ на линии Am241 17,74 кэВ.. Наличие температурного градиента 
приводит к увеличению интенсивности дифрагированного пучка [1-2], которая  нами измерена в зависимости 
от температуры нагрева  одной грани кристалла. Показано, что интенсивность отраженного излучения в Лауэ 
геометрии может возрастать на 2 порядка по сравнению с однородным температурным режимом кристалла. 
Получена кривая качания отраженного пучка под фиксированным углом наблюдения 60, при заданном 
температурном градиенте. Показано, что с увеличением температурного градиента (до определенного 
значения) интенсивность отраженного пучка увеличивается, а спектральная ширина отраженной линии 
остается неизменной и определяется энергетическим разрешением спектрометра. Дальнейшее увеличение 
температурного градиента приводит к увеличению спектральной ширины при уменьшении интенсивности 
отраженного пучка. 
Авторы работ [2-3] измеряли интегральную интенсивность проходящего и отраженного 
дифрагированных рентгеновских пучков в геометрии Лауэ, для кристаллов с μt≈1, (μ - линейный коэффициент 
поглощения, t - толщина кристалла) при создании температурного градиента внутри кристалла и обнаружили 
«эффект полной переброски излучения», при котором интенсивность проходящего пучка полностью 
перебрасывается в направлении отраженного пучка [3]. В настоящей работе экспериментально исследовались 
характеристики эффекта переброски в спектре проходящего излучения в зависимости от величины 
температурного градиента, воздействующего перпендикулярно отражающим атомным плоскостям (1011)  в 
кристалле кварца, с помощью полупроводникового детектора типа БДЕР-КИ-11К. Для выбранной ориентации 
кристалла первый порядок дифракции соответствовал энергии 35 кэВ. Именно для этой энергии в сплошном 
спектре проходящего пучка наблюдался провал, глубина которого определялась величиной температурного 
градиента и энергетическим разрешением детектора. 
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